SPECTHALIS’ Transverse Section Analysis

Ein neues Element der OCT Analyse

Die Transverse Section Analysis ermoglicht dem Anwender eine leichte Orientierung durch eine 3D Ansicht. Sie
stellt neben der Transverse Section auch die vertikalen und horizontalen OCT Scans dar. Die Transverse Sections
koénnen automatisch parallel zur Bruch'schen Membran oder der ILM dargestellt werden. Das Beispiel zeigt ein
Netzwerk von neugebildeten Gefidflen in einer vaskularisierten Pigmentepithelabhebung.

(En Face Enhanced Depth Imaging Optical Coherence Tomography of Fibrovascular Pigment Epithelium Detachment; E. Coscas, G. Coscas, G.
Querques, N. Massamba, L. Querques, F. Bandello, E. Souied; IOVS June 2012 53:4147-4151)



Die Vielseitigkeit der Transverse Sections Analysis

Die Transverse Section Analysis bietet verschiedene Analyseoptionen und Messwerkzeuge, mit denen die Aus-
dehnung von Pathologien visualisiert und quantifiziert werden kann.

- Transverse Secton =~ BSean

Die Ausdehnung von subretinaler und Sub-RPE Fliissigkeit kann leicht quantifiziert werden. Behandlungen
konnen durch AutoRescan Folgeuntersuchungen mit der Transverse Section Analysis iberwacht werden.

EDI (Enhanced Depth Imaging) OCT Scans erméglichen einen Einblick in die Aderhaut, indem sie die unter dem
RPE gelegenen Strukturen visualisieren.

Das komplette Gebiet des Photorezeptorausfalls wird angezeigt.

Die Ausdehnung von Drusen kann schnell visualisiert werden.
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